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複屈折測定装置 [1]などに利用されるヘテロ

ダイン干渉光源として、我々は音響光学素子

(AOM)と偏光合波素子を組み合わせた新しい

小型干渉計をこれまで提案してきた [2]。更に

周波数安定化He-Neレーザーを半導体レーザー

に代替することで、一般的なマッハ・ツェンダー

干渉計と比較して、面積比で 1/10 以下まで小

型化した。これは、光学素子が少なく、全体の

サイズもコンパクトになるため、環境依存の問

題点を低減することができ、時間安定性も 1桁

程度向上することができた。

AOMからの偏光分離角 ∆θ は、レーザー周
波数 λ と印加する RF周波数 ∆F および、媒質

内音速V より、

∆θ = λ∆F/V (1)

と求まる。合波素子の偏光分離角 (合波角)は

可変できないため、光源の波長に対して、RF

周波数は一義的に決まることになる。従って、

2種類の波長のレーザーを同時に AOMに入射

し、RF信号も同様に 2種類同時に印加すると、

2波長同軸ヘテロダイン干渉計が実現する (図

1)。我々は今回、632.8 nmと 543 nmの 2種類

のレーザー光を使用し、RF信号も 32.5 MHzと

38.5 MHzを同時に印加した。

このようにして生成した 2波長ヘテロダイン

干渉光を、光検出器 APDへ入射したときに観

測されるビート信号を図 2.に示す。図からは、

2つの周波数が混合した波形となっており、FFT

の波形から 32.5 MHzと 38.5 MHzの 2周波数

が含まれていることがわかる。以上のように、

2つの波長の直交二周波光源が同軸上に少ない

光学素子で生成することが可能であることがわ

かり、複屈折計測のみならず、光源単体として

も様々な応用が考えられる。

本講演では、上述の 2周波小型直交二周波光

源の紹介し、更に 2波長同時複屈折計測につい

て説明する。

図 1: 2波長小型ヘテロダイン干渉計

図 2: 633 nmと 543 nmレーザーのビート信号
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